
 
 
高能物理核物理    2003 27 (S1): 49—52    ISSN: 1674-1137  CN: 11-5641/O4  首页     当期目录 上一期    下一期 

 

增刊 扩展功能 

本文信息

 Supporting info
 PDF(651KB)
 [HTML全文](0KB)

 参考文献[PDF]

 参考文献

服务与反馈

 把本文推荐给朋友   

 加入我的书架 

 加入引用管理器

 引用本文

 Email Alert 
 文章反馈

 浏览反馈信息

相关信息

  本刊中 包含“量子点”的 相关文
章 
本文作者相关文章 

· 何庆  
· 贾全杰  
· 姜晓明  
· 崔健  
· 蒋最敏  
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摘要  利用掠入射X射线衍射和常规X射线衍射研究了Si(001)上的Ge量子点在不同厚度的Si覆盖层下微结构的

变化,同时用AFM研究了其形貌变化.实验结果表明在小的覆盖度下,量子点中组分的变化已十分明显,同时量子点的

形状也发生了明显的变化. 
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